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概要（目的・用途・実施
内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

ナノ材料の原子スケールの構造と電気伝導特性の関係を透過型電子顕微鏡（TEM）
で調べることを目的としている。そのために、超高圧電子顕微鏡センターのFIB-
SEM（Scios2）を利用し、電気伝導特性評価用の金属配線を有するTEM観察可能
なMEMS基板にナノ材料を架橋させた。

実験
Experimental

FIB-SEMの試料台に金属酸化物ナノワイヤとMEMS基板をセットした。マイクロプ
ローブを金属酸化物ナノワイヤ1本にゆっくり近づけて接触させ、分子間力でくっ
ついたナノワイヤをピックアップした。次に、ピックアップしたナノワイヤ
をMEMS基板の電極部に置き、ナノワイヤと電極の接触部にカーボンを電子線でデ
ポジションした。

結果と考察
Results and Discussion

図1に作成した試料のSEM像を示す。金属酸化物ナノワイヤがMEMS基板の電極間
に架橋できている。金属酸化物ナノワイヤとMEMS基板の電極が電気的に接続して
いることを抵抗測定から確認できた。また、金属酸化物ナノワイヤの構造を原子ス
ケールでTEM観察できることも確認した。

図・表・数式 1
Figures, Tables and

Equations 1

図1. 電極間に架橋した金属酸化物ナノワイヤのSEM像
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